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Presentazione ORION ™

Microscopia a lonidi Elio
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Orion Helium lon Microscope

APrimo Microscopio a loni di Elio

AAnalogo ad un SEMma sfrutta gli ioni
di Elioinvece degli elettroni

Almmagine viene formata utilizzando
gli elettroni secondari o gli ioni di Elio
retrodiffusi
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Carl Zeiss SMTo NTS Division Product Portfolio
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Risoluzione e dimensione del fascio
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Errore di diffrazione: d, = O.6a— a [mrad]

Sovrapposizione dei dischi di aberrazione

All Microscopio a ioni di Elio ha un meta angolo (a/2) di
0.5mrad mentre un SEM di 5 -10mrad

A La dimensione teorica del fascio nel ORION & 0.2nm
mentre quella dimostrata € di 0.24nm
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Risoluzione e dimensione del fascio
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Risoluzione e dimensione del fascio
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Interazione Elio - Campione
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He Field lon Microscope (FIM)

FIM Poralized gas atom Microchannel plate
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A Schema del field ion microscope
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Processo di fabbricazione della sorgente

Selezione di un singolo atomo alla volta

A La sorgente ha a disposizione
un infinito numero di atomi

A 1l processo di formazione del
“Trimer" e ripetibile

A Tempo necessario 1/2hr. 8
1hr. settimanalmente

O
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ALISO Atomic Level lon Source

ALIS
Tip
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Aperture

Sample

FIM tip creato mediante
etching chimico

ALIS tip realizzato
mediante un ulteriore
oOoreshapingéd

Gruppo di 3 atomi

denomi nat o Otr i me
creato mediante

evaporazione di campo

Un singolo atomo &
selezionato per genrare |l
probe finale

Sorgente virtuale di
dimensione inferiore al
angstrom ad elevata
brillanza (4x10 ° A/(cm_2 sr))
e basso spread enegetico

(<1eV)
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Principio di Funzionamento
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Principio di Funzionamento

WD range: 4 mm a 12.5 mm
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Principio di Funzionamento
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